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Grupo 1

Teoria de bandas. Semiconductores en equilibrio. Fendmenos de transporte.

FENOMENOS DE TRANSPORTE Tema |: El semiconductor en fuera del equilibrio 1.- Semiconductores en equilibrio
2.- La ecuacion de Boltzmann 3.- Las colisiones 4.- Resolucion de la ecuacion de Boltzmann: Aproximaciones. Tema
II: Leyes de conservacién en los semiconductores 1.- Las leyes de conservacion 2.- Conservacién de la densidad de
particulas 3.- Conservacién de la velocidad 4.- Ecuaciones de continuidad y ambipolar de difusién. Tema lll:
Fenémenos de transporte 1.- Introduccion 2.- Fenomenologia 3.- Planteamiento estadistico: Fenédmenos
termoeléctricos y magnetoeléctricos Tema IV: La conduccion eléctrica 1.- La velocidad de arrastre 2.- Corriente de
difusion 3.- Movilidad y conductividad: Efectos térmicos Tema V: El efecto Hall 1.- Movimiento en el seno de un campo
magnético 2.- Efecto Hall en bajo y alto campo magnético. Caso del silicio 3.- Disposiciones experimentales Tema VI:
Otros fendmenos de transporte 1.- Efecto Seebeck 2.- Efecto Peltier 3.- Efecto Thomson Tema VII: Fenémenos de
generacion-recombinacion 1.- La recombinacion banda a banda 2.- La recombinacion a través de centros 3.- La
recombinacion superficial. Tema VIII: Propiedades épticas de los semiconductores 1.- Introduccion 2.- Reflexion de la
radiacion por un semiconductor 3.- Absorcion de la radiacién por un semiconductor 4.- Fotoconductividad en
semiconductores 5.- Luminiscencia en semiconductores TECNOLOGIA Tema IX: Crecimiento de Cristales 1.-
Crecimiento del lingote (Cz., Fz, Bridgmann) 2.- La oblea 3.- Crecimiento epitaxial (VPE ... MBE) Tema X: Difusién 1.-
Técnica de la difusién 2.- Cinética y Modelos Tema Xl: Implantacion iénica 1.- Tecnologia 2.- Perfiles de Implantacion
3.- Dafiado y Recocido TemaXIl: Oxidacion de Silicio 1.- Cinética de la oxidacién 2.- Efectos reales de la oxidacion
CARACTERIZACION Tema XlII: Caracterizacion eléctrica 1.- Determinacion de la conductividad 2.- Medidas de
perfiles de impurezas. 3.- Determinacién de la movilidad. 4.- Medida de la vida media Tema XIV Caracterizacion
estructural 1.- Difraccion de rayos X 2.- SIMS 3.- RBS 4.- Otras NOTAS: Los temas VIl y XIV, tienen el caracter de
complementarios: El primero por haber sido desarrollado, en sus lineas basicas, en la asignatura de Electronica. El
segundo por ser, en si, complementario en su contenido al planteamiento de esta asignatura. Se explicaran si hubiera
tiempo, o en forma de seminarios (complementos de formacion)

La forma de evaluacién sera decidida de acuerdo con el conjunto de alumnos de la asignatura. En cualquier caso, se
respetara el reglamento de examenes.
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